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IT765 
Técnicas Avançadas de Caracterização 

de Materiais 

C. Horária: 60 

(30T-30P) 

Créditos: 4 

(2T – 2P) 

Ementa: 

Técnicas de preparação de amostras. Microdureza. Densidade, composição química 

(FRX, cromatografia) e mineralógica. Análise térmica (DSC, DTA/TG). Caracterização 

de microestruturas e 

macroestruturas dos materiais: Difração de raios X (DRX), Microscopia óptica, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com a análise de EDS e WDS, 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Microscopia de força atômica, Métodos 

espectroscópicos, Espectroscopia 

eletrônica, vibracional e rotacional. Técnicas de análises não destrutivas. 
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